硅晶片少子寿命测试仪

1、性能参数
型号：匈牙利瑟米莱伯公司Semilab WT-1200
样品电阻率范围：0.1--1000Ω·cm

少子寿命测试范围 :0.1μs—30ms
激光波长： 904nm

光斑直径：1mm
扫描步长：0.5,1，2，4，8，16mm

测试分辨率：0.1%

测试时间：30ms/数据点
2、应用范围：

包括硅块、硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅片等的少子寿命及锗单晶的少子寿命测量。。

3、图片

[image: image1.jpg]WT-1200

mmmnmnmmnn|

= INDUSTRIAL COMPUTER GIO[ AD\-\NTECH

AT





